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Text posudku (rozsah dle zvazeni oponenta)

Predlozena habilitaéni prace J. Sika vychazi z jeho védecké prace v oboru spektroskopické
elipsometrie (SE) uskuteénéné po roce 1998 na nékolika pracovistich: Masarykove
univerzité, Univerzité Pardubice a v zahrani¢i na Univerzité v Lincolnu a Drazdanech.

Prace sestava ze sedmi &asti; kromé éeského a anglického abstraktu (1 a 2) a zavéru (7)
tvofi jadro préce kapitola 3 — struény popis metody spektroskopicke elipsometrie a kapitoly 4
aZz 6 — predstavuijici vlastni vysledky ziskané na tfech odliSnych skupinach materialu: Cistych
a legovanych krystalech Si (analyzovanych az do rekordné vysokych teplot), supermfizkach
GaNAs/GaAs a GaNAs/InAs/GaAs (vEetné samostatnych vrstev GaNAs) a
chalkogenidovych sklech AsSSe. Je nutné zdlraznit, Ze se pojednava o velmi odlisnych
typech materialii — objemovy polovodi¢, kvantové nanostruktury a amorfni skla — které
vyZaduji zna&né rozdilné postupy pfi interpretaci a modelovani SE méfeni.

Po formalni strance je nutno ocenit piehlednost, srozumitelnost a vysokou jazykovou uroven
textu. Drobnych pieklept je opravdu jen nékolik. Musim fici, ze uz jsem dlouho tak peclivé
osetrenou praci nevidel.

Site pojednanych témat je zvladnuta bravurné a svéd¢i o vyborném piehledu kandidata
nejen v elipsometrii, ale obecné ve fyzice kondenzovanych latek. Ctivost textu pak svédci o
schopnosti tyto znalosti pfedavat, coz je zakladem pro uspésnou pedagogickou cinnost,
ktera se od docenta ocekava.

Ocefiuji také pedlivé seznameni ¢tenafe s problematikou modelovani experimentalnich
spekter, véetné odhadu nejistoty vysledku a nastinem aplikace téchto metod. Nékolik otazek
k diskusi je uvedeno nize.

Dle mého nazoru predlozena prace spolehlivé splriuje pozadavky kladené na habilitacni
spisy a jednoznacné ji doporucuiji k prijeti.

Nakonec bych rad poznamenal, Ze habilitovani a pedagogické pusobeni vyzkumnych
pracovnikl z primyslovych podnikd je u nas, zatim, velmi vyjimeéné, coz je $koda. Myslim
totiz, Ze miize do akademického prostiedi pfinést jiné pohledy ¢i myslenky a muze veést

k vyvareni podminek pro efektivni transfer novych védeckych znalosti do praxe (tak jak to
zadny vnéjsi ,zprostiedkovatel* mezi univerzitami a podniky nemuze zajistit). Kdyz pak
studenti pfimo uvidi uzite¢nost védeckého badani bude je to motivovat k zajmu o nase
fyzikalni obory. Pfeji Janu Sikovi mnoho zdaru v tomto pedagogickém i védeckém plsobeni.



Dotazy oponenta k obhajobé habilita¢ni prace (pocet dotazu dle zvazeni oponenta)

1. K prvnimu typu zkoumaného materialu, krystalickému Si (tedy nejvyznamnéjSimu
materialu pro mikroelektroniku) bych rad pozadal o struény komentaf k otézce: Zda a jak je
SE v soutasnosti aplikovana v elektronickém primyslu? Moznosti (jako bezkontaktni méfeni
teploty) jsou naznaceny v textu, ale mé by zajimal skutecny soucasny stav.

2.V popisu zkoumani supermiizek GaNAs/(InAs)/GaAs mé zaujala moznost odliSit vlivy
kompozice materialu od vlivu napéti ve vrstvé pomoci LO-TO rozstépeni a amplitudy Ga-N
rezonance v IR-SE spektrech. Toto je velmi cenna informace! MuZete, prosim, komentovat
jak spolehliva mizZe byt tato metoda zjistovani napéti v multivrsvach ve srovnani

s pfipadnymi dal$imi technikami?

3. V kapitole o chalkogenidovych sklech, na strané 86 zmifujete, Ze pfi vyzkumech
chalkogenidovych vrstev (v literature) bylo shledano, ze Codyho-Lorentziiv model je
efektivnéjsi nez Tauctv-Lorentziiv model. Tedy zapogitani Codyho popisu hustoty stavi
lepéi nez Taucovy teorie. MizZete blize objasnit rozdil Codyho a Taucovi teorie ve vztahu ke
zkoumanym sklim?

Zaver

Habilitaéni prace Jana Sika ,Studium optickych funkci polovodi€i pomoci spektroskopické
elipsometrie* spliiuje — nespiiuje pozadavky standardné kladené na habilitacni prace

v oboru Fyzika kondenzovanych latek.

Doporuéuji tedy pfijeti prace jako podkladu k udéleni habilitace.
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